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La interferometría electrónica de patrones de moteado (ESPI) es un método de medición óptica sin
contacto que se ha utilizado ampliamente para obtener mapas de desplazamiento con gran precisión,
en particular las mediciones de las deformaciones fuera de plano mediante ESPI con desplazamiento
de fase, suelen implicar equipos complicados, como cámaras pixeladas o elementos difractivos. Para
resolver este problema en este trabajo se desarrolló una técnica de medición dinámica de las
deformaciones fuera de plano, mediante la generación de dos patrones de moteado simultáneos,
utilizando  modulación  por  polarización.  El  sistema  óptico  implementado  consiste  en  un
interferómetro polarizado fuera de plano acoplado a un interferómetro de Michelson como sistema
replicador,  que genera dos patrones con corrimientos de fase relativos,  menores a π/2,  lo que
permite estudiar muestras con variaciones temporales [1]. La fase óptica se procesó utilizando el
conocido  algoritmo  de  dos  pasos  de  fase,  a  partir  del  cual  se  obtuvieron  los  mapas  de
desplazamiento. Para validar el sistema se obtuvieron resultados con una muestra de latex, el cual
fue sometido a una tensión axial,  los resultados obtenidos para los campos de desplazamiento
dinámicos con dos patrones simultáneos validan el método propuesto.
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